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successive pits constitutes the stored data. Frequency (f) may be in 
the UV visible-, or IR- region of the spectrum. 
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Aufzeichnungs tracer zur Auf zeichnuny und Wiedergabe 
von In format top rcittals oocisc h ^r St^ahluno 

Pat^ntansor'ic fte 

1. Aufzeichnungs tracer zur Auf zeichnung von Information rni^tels 
eines Lasers, car Licnt vcr^egebeper Fre^uenz liefert, mit ei nenr Substrat, 
auf dem si eft eine Anzaftl von Schichten befindet, d a d u r c h g e - 
k e n n z e i c h n. e t, dafj auf den Sues era t (13) der Reihe nach eine 
erste Scft icftc f o), die be i der vcrgegeber.en Fre'ueni ein hones Reflexions- 
verrcbgen hat, eine zweite Scnicftt (i7) t die bei car vorgegebenen Frecuenz 
ein hones Trans^issionsvenrvlgen hat, und aire drifts Servient (19), die bei 
cier yergsreoe^a." Frervjanz wic^e"--^ ein rcnes H!e-] , k'OSve^bg^r, hat, ance- 
Zrdr.zt sir.d. 
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2. A-jfze tchfiL-n 7:tr;^vr nach Ans^ruch 1, d a d u r c n q c - 

k e n n z o i c h n e t, dj'i hoi der v-jr-.j^ebsncn frec-jen: da: fieri exicns- 
vermogen <J-r ersten Schicnt (15) qrd'Ser 1st jls das Rsf 1 exionsv arr-r^en deF 
dritten Scnichc (19). 

3. Aufzeichi:unq3cri:;er na<:K Ansoruih 1 cder 2, d a c u r c h 

0 e k e r; ;\ : o i c h e t, tia^ das Substrat (13) die rtrr. emer Schoibc 
hat und d ale erste Schieht (!5) durch eirer i i uberzu^ a\;f oiner Sei- 
te diesgr Scheibe qebiidec ist. 

4. Aufzeichnjn^3trnrer nach Ans;>r-jch *, ? odor 3, daclurch 
gekenn2Gich.net, da!'- dk- zv^itc Schicht (179 ^indestens zum 
Teil aus Si I ici wwdi&An descent. 

5. Aufzeichnunqstrager nach inindrs tens einem der Ar.spriicfte 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, diifi die dritte Schicht (19) 
aus einoiii Me ta 1 Niberzun besteht. 

6. Aij^zeichnungs tracer nach mindes tens einein der vorherqehenden 
Anspriiche, d a d u r c h gekennzeichnet, da 3 das Sub- 
strat (13) Glas bestent. 

7. Aufzeichnungstraqer der mittels optischer Strah'unc vorgegeberer 
Frequenz abspiesbar ist.mit einen Substrat, das eine die Strahlung reflek- 
tierende Czer-lache hat, auf cer sich eine Schicht aus einen fur die 5trah- 
iur.cj tranii-Vi ret; ten Material be finest, d a d u r c h g e !■; e n n - 

z e i c h n <5 r , daA sich auf der transparentoi i-znicht (17) eir-e Z:'~\~.'r.z 
{ t -D } aus eiPr ; -; 'lie Strap, juts r-f 1 ;jk .* ; 0'vnu; : n Material befincet, in oer eire 
:^.fcrnwtif<::-;>:-v.;r nebi Met \ s t ; da:5 J ie fri fo-— vi t ions spur eine ~o • ~e vc r. be- 
abstandetcr. C.: u.--:hen (P } -ind dazwircneu ti ererewn Stegbe reiser. (LP erthalt^ 
w:b-:i die A -i?.:. -ir.de zwi r ,Cf;en au fe i no j. Jer fo \ >.-or/'.rn* ^.r-'-bzher.r^r.-'-rr. d i e auf<»*- 
ze : crinet£ ; r : :ion G»!i*scel Jen; ijrvi <:: ,: . -a * c Hi eke der Sch*ort .-rii ae-:n 
' fc .-iriSparer.*cr .'"itterial in den von den ''>is.>:: w ; :r e i nneriar-'"snen 3er eicre-i einen 
jjiz^2n Wert rit , Jan z^/i^cnen de--. Teller, i-ires Strahi unnsbiif^e ; 3 ct-r vcrgece- 
tv-.-.^n rre- n ^;.*i:, ■ i ; e auf die ^riibchen bzv/. die aazv/i scren 1 iecercer jte-^b-i- 
reiche f^livn, eine Phasenversch iebun^ von e tv/a ( 2 ;<+1) rod: 3 .." auftritt, 
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wobei k Null oder eine natlirliche Zahl ist. 

3. Auf zeichnungs trager nach Anspruch 7, bei wel chem das Substrat 
die Form einer Scheibe hat, dadurch gekennzeich- 
n e t, daG die die Strahlung refl ektierende Oberflache eine auf eine Sei- 
te der Scheibe niedergesch 1 agenen Metal! schicht enthalt. 

9. Auf zeichnungs trager nach Anspruch 7 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, da 3 die Schicht ( 17) a us dem fur die Strah- 
lung durch lassigen Material ein diel ektri sches Material enthalt und da6 
die die Strahlung reflekti erende Schicht (19) durch einen Metal 1 uberzug 
gebildet ist. 

10. Auf zeichnungstrager nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daG bei der vorgegebenen Frequenz das Re- 
fl exionsvermbgen der ref 1 ektierenden Oberflache grower als das der reflek- 
tierenden Schicht ist. 

11. Auf zeichnungstrager nach mindestens einem der Ansprliche 7 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daG die Oberflache 
Aluminium enthalt und daG die reflektierende Schicht Rhodium enthalt. 

12. Aufzeichnungstrager nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daft die vorgegebene Fre- 
quenz einer Strahlung im ul traviol etten , sichtbaren oder infraroten 
Spektral bereich entsprfcht. 
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Aufzeichnungstrager zur Aufzeichnung und Wiedergabe 
v on Information mi tte l s optis c her Strahlung 



Geschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Aufzeichnungstrager 
gema'B dem Cberbegriff des Patentanspruchs 1, insbesondere einen Aufzeich- 
nungstrager fur die optische Aufzeichnung und Wiedergabe von information. 

Es 1st z.8. aus der Verbffentl ichung "Philips' Technical Review" 
33, No. 7, Seiten 178 bis 180 bekannt, Video information in einer Phasen- 
struktur aufzuzeichnen , d.h. in einem Aufzeichnungstrager, der die Phase 
eines einfallenden Strahlungsbundels beeinfluGt. Eine solche Phasenstruktur- 
aufzeichnung, die gewohnlich die Form einer Scheibe nach Art einer Schall- 
platte hat, enthalt eine Vielzahl von Griibchen, die in die OberfVache der 
Scheibe eingedriickt si nd und eine spiral fbrmige Spur bilden, in der die 
Information codiet ist. Der Abstand zwischen der Ebene von Stegbereichen 
neben der, Griibchen und dem 3oden der Griibchen 1st so gewahlt, da5 die ein- 
f allend3 Strahlung eines Wiedergabeblindel 3 , die an Boden eines Griibchens 
reflektiert wird, eine optische Wegstrecke durch] auft, die etwa (2n + 1)/i/2 
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'-drzer Oder iai.ger ist als die Gptische i; c -;s trec ; -e , die von an eir.e.7 5 terj- ■ 

bereich ref lekt : .er:er Strahlum: durchlau'sn wird; bert.^i:te t d?~-ei die 

»nl anqe der StrahK-na ur-d n ist eine ^in:e Ij-'I. Auf uruna elner so I chen 

Absrancsbe-ssz-u.-ig nat die Phaser: stn.^tur oiV, hones Keflex ionsvc-.T.jgea , wenn 

sin /auf die spire lenfcrrnige Spur c;;d die barachcMrten Ste^- Oder F!;\che:;- 

bereiche fokussiert ist, auf einen Eireic k i zwischor. den Gnihuren fa! it, 

wiihrend das Reft ex ions vermogen nied; ig ist, .-.inn das zum Abspielen ver- 

v;endate Strati ungsblindel scwohi auf ein Gribrhen als auch den umgeberden 

>tegbereich failt, da dann v.egen der cenar-nter. Phasenbeziehung eine aus- 

leschende Interferes zwischen den von Soder des 'Viibchens und den voci 

cenachbarten ucegberekb refiek tier f.on S:<-.-;hi imgsanr.ei len eintritt. f-:ai rn 

Drehen der Platte wird auf diese Wsii-e dii : -^n- 1 s i ta t der- von der Spjr re- 

flektierton Strahlung (lurch das co-^-rcc M.;$:j»r d-.-r r, Hi Leber* nodtil iert und 

die aufcezeicjinete Information Var.p. dann y-j- dnr ref 1 ektierten S trailing 

gewonnen v/erden, z.B. clurch eir-en goeinrencn ?ho to^u fuehrer , an de/? eine 

entsprechende Oecodierschal tur;; an.-^sch ]■:■■■. f c r. . 
* Strahlur.csbUr.de) , das 

Durch die vor! ieqende Erfindung Pin so»cher Phasenstrjktur- 

Aufraichnungstrauar engegeben warden, bei de.r. die Information unmi ttel bar 
also in "Ec^.rzei f auf gezai chnet werden kan.n und von dem die aufgezeieh- 
nete Inform i: on scfet ahne irgsnd welche Zwi scher.yerarbei tung Oder Ent- 
wicki^ng wieder abcespieit v/erden kann. 

. Di ese Aufgabe wird ge^d'! car' Er r i nd;.;n." durch einen -ufze^ch- 
nungscra'ger der eing^ngs genan.?ten Art rait den kenr.zei chnsnden MerkrVien 
das -aterta ~3:r:;ch: 1 geibst. 

Zir-. cysi sober Ajf zeichrur.ns tr? ; ;r;* ge: : - : .v. ; der Erf indur^ erstha! t 
ein 3'jbsCraT --it einer Obc-^f 1 riche , die i-^v^es : Cri der' Freo-jenz C£-r 
S.^H'jnc r:3 ; " des Licn:s eine^ W :i T';:^*g: :-o. : :--:e'. - re* 1 ~. : ; er : , ei':er auf 
u^r ref -eV' v.----rr f-b-:-- c - achf ^,-":--':rcr- " : r - ?.-jS r-i '^teri-i, 

-":s :'ri d-' r ''-:o:je p : -r-.r? r-ver : i^t -jr-r. - dr.«r t- ?r-3"arc-" :er: 

"^rncne ".••■:ne.»r r.r:chr , --^ jr. : der : r --;.. ; ;.- •:: lung cici h'ie- 

■"■■^rgobsblioj: 1 ! 3 re r 1 ek •; ■ ere. Dad-^r : da : 'i j v Oi f.- d-r ::'%;-;:;a r*en :e«. Oder 
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diele^tr i schen Schicht bezii^iich der F^eauenz tier- Strahlunq des Vh'eder- 
gab;-:bu;;ae! s so qewahit 1st, da" sich in der Ebene dor Ober f i s :cho c^es Auf- 
zeichnun^straqers eine "*hasend i f f eret.-z von .einer ha loan Wei lenlange (oder 
eir.ein unoeraden ! /ieI f ichen rfervon) z^ischen de;:: von der Subs tratoherfl ache 
(also der "unteren" ref 1 ek t i ererd en Schicht) ref 1 ek tierten Strhal unci und 
der von der zweiten, "oberen" Schicht roflek tierten Strahlunu ergibt, 1a';-t 
sich einfacher sine qenaue Pha ser.a«j* 1 oschunq erreiehen. 

Genial einer.- Aspekt cer vcr i ie^enden Ernndunu wird fiir die cbere 
reflek tierende Schicht vorjuVjSwei se ein Materiel verwer.de t, das bei der 
rrcc^nz eu.es AufZ'Mchnunqsstrah 1 ; un*i sbtiride * s ein hnhes AhsorDti onsver- 
iv.ogen hat, so da^. aur.h b-;i verfcu tnis~;a~ iq qerincier Dicke der oberen re- 
flekt ierenden Schicht Jer -iberv, iyqer.de Teil der ai< f fa] lenden Aufze ichnunr;s- 
strehlur.tj absorbiert vnrd. Die Wanre , die in der oberen ref lektierenden 
Schicht (lurch das Aufzeichriunqsbiindel erzeunt wird, schnilzt iir. Effekt 
Teile der oberen refl ek tierenden Schicht aus % was zvr 3 Tiding des Gruhchens 
fiihrfc. Die rasche Verteilunq der Wan"e in der d iel ektrischen Schicht und 
der unteran ref t ekt ie renders Schicht ~ev;ahr ; o ; s ten, da^ diese Schichten d-j^ch 
die aufzeichnende Strah-unq nicht beeinflu'U werden. 

Gen-afi einem anderen Aspekt der vorl ienenden Erfindunq arnibt sich 
durch den ervahnten drei schichti ceo Aufbau des Auf zeichnungstracjers ein? 
wli n s c hen swerte verringerte Enpf ind ] ichkei t des Aufzeichnungstracers cegen 
F 'uktudtior.en der hohen Energie des Auf zeichnunqsblindel s . Dies hat seine 
Ursache darin, da 3 der Phasenaus 1 cschunqsef fek t auf der Dicke der trans- 
■parer?ten Schicht und deni Refl exiorsvermoqen der unteren ref] ek ti erenden 
Schicht be runt, die bride durch den Auf zeichnunqsprczess nicht besinfiust 
wercen . 

Gir::;a^ wiener eiren anderen Aspekt car vorhegercen trflr.cur.c, e- - 
riidjlicht fier drei sen ;chtice Aufbau des vor] legenden Auf zeichnunqs traqars 
die Ververvdiir.g verschiedener re*f ;ek 'ierender Material ien fiir die chare 
u>;'\ ::n:ere ref le': tierende Schicht. "as aus dea? Vorhande;isei n der dieie*- 
tri-^^c" Schicht ^ess.: ? tierer.de vcr>* ir.-jerte Re f 1 e ,\ i o n s v e r^y ;e r. der ur.t^en 
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ref 1 ektierenden Schicht laf3t sich darter einfach dadurch kompens ieren , da!3 
man die untere ref 1 ektierende Schicht aus rinem Werkstoff herstellt, der ein 
hdheres Ref 1 exionsvermogen hat als das Material, das fur die obere reflek- 
tierende Verwendung verwendet wi rd. Der Unterschied im Ref 1 exionsvermogen 
wi rd vorzugsweise so gewahlt, da^ er dem verringerten Ref 1 exionsvermogen der 
unteren ref 1 ektierenden Schicht entsuricht bzw. Rechnung tragt, so da^ die 
ausloscher.de Interferenz verstarkt wird. 



Bei einer ersten typischen Ausflihrunqsform der vorl iegenden Erfin- 
dung wird eine Oberflache eines scheibenfomiqen Glassubs trats hochpoiiert 
und eben gemacht, dann mit einer ersten Schicht aus einem ref 1 ektierenden 
Material, z.B- Rhoc*um, beschichtet. Auf die ref lekt ierende Schicht wird 
dann eine Schicht aus einem Material (z.B. einem diel ek trischen Material, 
wie Si 1 iciumdioxid ) aufgebracht, das bei der Frequenz einer monochrcma ti- 
schen Strahlungs- Oder Lichtquelle, die fur die Aufzeichnung zur Verfiigung 
stent (z.B. ein Argonlaser, der eine Ausganqsstrahlung mit einer Wellenlange 
von 488 nm oder 4880 AE-Einheiten liefert) transparent ist. Schlie^lich 
wird eine zweite opake Schicht aus einem Material, das bei der Frequenz 
der Strahlung der Aufzeichnungsl ichtquel le reflektiert (z.B. Rhodium) auf 
die transparente Schicht aufgebracht. 

GemaQ einer zweiten typischen Ausfuhrunqsform der Erfindung wird 
ein Aufzeichnungstrager oder Substrat mit einer ersten refl ektierenden 
Schicht versehen, die aus einem Material, wie Aluminium, besteht, das ein 
hdheres Refl exicnsvermbgen hat, als das fiir die Bildunq der oberen ref lek- 
tierenden Schicht verwendete Material (z.3. Rhodium).' Im ubrigen entspricht 
dieser Aufzeichnungstrager dem im vorstehenden beschriebenen ersten Ausftih- 
rungsbei spiel . 

Bei der Aufzeichnung der Information wird ein unbespielter schei- 

benfbrmiger Aufzeichnungstrager, der gena'3 der Erfindung ausgebildet ist, in 

einer Einrichtung zur opcischen Signal aufzeichnung , wie sie z.3. in der 

DE-OS Z7 \2 Q13 beschrieben ist, mit konst3nter Orehzah: in Rotation ver- 

satzt una ein Lichtbundel von einer Lichtquelle (z.B. einem Laser, der Licht 

einer Frequenz erzeugt, bei der die obere rer? ektierende Schicht absorbiert) 

wird auf die beschichtete Seite der Oberflache der Scheibe fofcussiert. Die 

_ , „ Intensitat 
8098^1/0745 
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des Lichtbundels wird entsprechend der aufzuzei chnenden information ge- 

steuert. Typischerweise erfolgt die Steuerung entsprechend einer Trager- 

schwingung, deren Frequenz durch V ideosi qnale , die Gilder darstellen, modu- 

liert ist, wobei sichdie Intensitat des Lichtbundels zwischen einen hohen 

Wert, der fiir ein Schmelzen des absorptionsfahigen Materials ausreicht, 

und einem niedrigen Wert, der fiir das Schmelzen nicht geniigt, mit einer 

Frequenz andert, die von der Videosignal ampl itude abhangt. Auf diese 

Weise wird in der besch ichteten Oberflache der Scheibe eine jrjfcrma tions- 

spur aus einer Folge von beanstandeten Griibchen gebildet, die/denjenigen 

Oberf lachenbereichen auftreten, die dem Biindel ausgesetzt waren, wahrend 

dieses seinen hohen Ansp] i tudenwert hat und daher die obere ref lektierende 

Schicht geschmolzen hatte. Die Uinge und Abstande der Griibchen stellen da- 
* 

bei die aufgezeichnete Information dar. Zur Aufzeichnung einer konMnuier- 
lichen Folge von Bildern kann eine spi ra 1 formi ae Spur gebildet werden, in- 
dem man wahrend der Aufzeichnung zwischen dem aufzeichnenden Biindel und der 
rotierenden Scheibe eine Relativbewegung in Radial richtung mit konstanter 
Geschwindigkei t erzeugt. Alternativ kann man ohne eine solche Relativbe- 
wegung wahrend der Aufzeichnung eine kreisfdrmige Informationsspur bilden, 
die z.3. zur Aufzeichnung von Ei nzel bi ldern nach Art von Diapositiven 
dienen kann. 

Das Ergebnis des oben beschriebenen Aufzeichnungsprozesses ist 
eine Information einer Informa tionsaufzeichnung in einer Form, die ein 
leichtes Abspielen der aufgezeichneten Information durch ein optisches 
Wiedergabeverfahren ermbglicht. Die Informationsspur einer solchen Infor- 
mationsaufzeichnung enthalt erstens ungestdrte Oberfl achenbereiche und 
zweitens sich mit diesen abwechselnde Grubchen, die durch den Schmelz pro- 
cess gebildet wurden, so da3 bei einer geeigneten Lichtbiindel frequenz eine 
Phasenverschiebung von etwa (2k + 1)^ radian zwischen den Teilen des 
Lichtbundels eingefiihrt wird, die auf die Griibchen bzw. die ungestdrten 
Bereiche fallen, wobei k Null Oder irgend eine ganze Zahl ist. Mit einer 
solchen Aufzeichnungsstruktur erhh'lt man ein hones Wiedergabakontras tver- 
haltnis zwischen dem Refl exionsverrsdgen eines Rereiches, der etwa-gleiche 
Grubchen- und umgebende erhdhte cder ungestdrte Oberf 1 achenbereiche ent- 
halt und dem Refl exionsvermdgen der dazwischenl iegenden ungestdrten 3e- 
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reiche ( " Stegbereiche" ) • 

Das Wiedergabebur.de; hat eine kor.stance intensitat, die r.icht 
ausreicht, die Schichten der Platte z : j -.chr clzcn . unci e^:e Freguenz , bei 
der das Material der die ; .afctri sche.n ^chicht i- v.esencl ichen transparent is t. 
Ein dsr aurgezeich.neten Information en:sprechen'ies abgescieltes Sienal wird 
durch sinen Photodste* tor Oder -ai: fr\ehrr>r3 r erze;jgt , der so arneordr-et ist, 
daft er von deo: Licht Oder dsr Stran ; wig netrrrfe:: v.ird, die von drn r.ach- 
einander durch das fckussierte Kied^rgribe- nder Absp i e < blinde: wander-den 
Bsreichen der Informal: icnsspur getroffen wird. 

Im fclgenden warder. Ausnir.rurig^bei sn-'c 1 e der Erf i ndur i ur.ter Se- 
zugnahme auf die Zevcnnur.o naher eriaut-vt. Es zoigen: 

Fig. ! einer, Ouerschnitt eines Toi i os eines A=j fze ichnunqscraqers 
gemaft einer Au s fun rung s forrri der Erfindung; 

Fig. 2 eir.en Owerschm'tt eines Teiies eines Auf ze icr.nungs tragers 
der in Fig. t darges te ; 1 ten Art mit einer Inforina ti-jnsspur; 

Fig. 3 eine graphics Darstel lung der Abhar.g i gkei t des Reflexions- 
verrriogens fur die verschiecenen refl ek ti erenden Schichten eines Aufzeich- 
nungstragers des in Fig. 1 una Z dargeste 1 1 ten Typs in Abiiangigkei t von 
der Dicfce der diel ektri schen Sehich:, una 

Fig. 4 eine grephisehe Dar5 h eu;;nn der Abhi^gigkei t des Phasen- 
winkels des von den v er:ch -jecei-er. r :; ' : eUierenccn Scrichier refk-k : :ier ten 
Wiedergabel ichtes in Abhar.gigkei t v-n .-^r- Oick^ de-- d io' ektri schen Schicht 
fur eine tyoische Aus Fiihrungsf ei.-.es Au --"zei cn.-v.' ^ traners der in Fig. ; 
end 2 dargeste i i ten Art. 

-ig. ' zeige ein:n 0-.; r r-c.- : 7 eines ; -:.:5:;ir.; 

beispie;^" eines unbesc-iel A : .-: . t--V; '! '£•' - r. j-.r.g , 

der sic." fUr oiitische Au *"ze^ ov^rr :• r ? i - : -^e c ^ Av "ze ic-nu:i~; tracer 
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tl enthalt eir. Substrat 13, das typvschervjeise die Form einer Scheibe, z. 
0. ahntich einer Scha i > ola tct? rubor, krmn unci eine M-iuptf liiche s hat, die 
durch geeignete 3earbeit;jng pulierr. und eben ist. Das Substrat 13 be- 
steht vorzugswoise aus eine?;> Material, wir nias, mit den sich eine solche 
Oberflache leicht herstellen Tifit. 

Auf dor OberHache s das Suhstrans 13 bt-find-jt sich eine du'nne 
Schicht 15 cus einem Materia, das zunindest in eineni vorgeqeben&n Tei 1 
des L ichtspektru^s ref tektiert. Tyn i scherv.e f se besteht die ref 1 ektierende 
Schicht i5 aus einer 1 00 h;t ( 1000 A }Jicken Schichn eines Metalles, wie 
z.B. Rhodium, das be i : ,:Me ; sv;e ■ se di;rch. Aw rda~'nfe r i auf der Oberflache 5 nie- 
dergoscnlagen vftrden ist. 

Auf der ref ] ektiercr.den Schicht 15 befinriet sich eine Schicht 1/ 
aus einem Material, das zumindest in de;:i er./ahnten vorgegebenen Tei I des 
Lichtspsktru.^s fiir das Licht transparent ist. Die trartsparente Schicht 17 
kann z.B. aus einem dielektr ischen Material, wie Si 1 ici urrdiox id , bestshen, 
das auf die ref 1 ekt ierende Schicht 15 ebcnfalls aufgedampft sein kann. 

Auf eer trarsparenten Schicht 17 befindet sich schlieSlich eine 
cpake Schicht 13 aus einern rafiek tierenden Material, das zurnindes in de^ 
oben erwahnte.n vorgegebenen Bereich des Lichtspektrums au3erdero abscrbiert. 
Die ooere ref ) ek tierende Schicht 19 besteht z.B. aus einer 30 ran (300 £) 
dicken Schicht aui tthediu^u die auf die transparente Schicht 17 aufgedanpft 
ist. Die Dicker. Czr Schichten 19, 17 bzw. IS sind :ai t d«, d 2 bzw. d 7 bs- 
zeichnet. 

Auf eino;n An f z e i c h n«j r. : ; s t r g e ? ' dieses Tyos kann Information da - 
durch aufgezeichnet warden, cia"> eir, Lichcb^mdel L einer Frequenz, die dem 
obi.n erv;ihnten vorgegebenen Tei- des Spe- tru/JS liegt, lanes einer Acr.se x, 
•Me s^krecht auf der Cb-irf 1 livh- -uefct, .vjf die Sch ich*: taikc^r geric^- 
tet '..'-.d auf od^r in die N'ahr? dor 7oer aclio uer nr-eren ref ! ek tierenden 
Sen id- 1 19 fokus^iert v/ird. Yizi'r, J i r -r.-:^;tii cat des fokussiercen Licr.nt- 
ba/idels L geni^erd grofi is:, wird ua : 'Jateri^t der oberen ref i ekcierenden 
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Schicht 19 auf die Schmel z tempera tur erhitzt, so da3 es schnilzt und in der 
Oberflache des Aufzeichnungstragers ein Griibchen entsteht. Bei geeigneter 
Modulation der Intensitat des Lichtbundel s L entsprechend einem aufzuzeich- 
nenden Signal wird, wahrend aufei nandcrfol gende Bereiche des Aufzeichnungs- 
tragers 11 durch den Strahlengang des Lichtbundel s laufen, eine Information- 
spur gebildet, die beabstandete Griibchen in den Strahlung hoher Intensitat 
ausgesetzten Bereichen der oberen reflekt ierendcn Schicht enthiilt, welche 
durch ungestbrte Bereiche der oberen ref 1 ek tierenden Schicht getrennt sind t 
die nicht der Strahlung hoher Intensitat des BiindcTs ausgesetzt wurden. 

Fig. 2 zeigt einen Teil eines Aufzeichnungstragers, wie ran ihn er- 
halt, wenn der unbespielte Aufzeichnungs trtfger 11 gemaS Fig. 1 in der oben 
beschriebenen, gesteuerten V/eise einem Strah] ungsniindel ausgesetzt wird. 
Wie der Querschnitt gemaB Fig, 2 zeigt, enthait die Infonna tionsspur eine 
Folge beabstandeter Griibchen p r p ?) p 3 , p 4> die durch Bereiche Uj , u 2 u p 
u 4 getrennt sind, in denen die Oberflache der oberen ref 1 ektierenden Schicht 
19 ungest'drt ist. Die Tiefe jedes Grubchens ist in Fig. 2 beispiel sweise 
gleich der Dicke der oberen ref Tektierenden Schicht 19 dargestellt, so daft 
die untere reflektierende Schicht 15 in den 8ereichen der Griibchen durch 
die transparente Schicht 17 hindurch vol 1 ig frei liegt. Wie noch erlautert 
werden wird, ist eine seiche Aufschmelztiefe wiinschenswert , da sie ein 
maximales Kontrastvsrhaltnis bei der VHedergabe ergibt, sie ist jedoch fur 
eine gute Wiedergabe nicht unbedingt erforderl ich . Bei einer annehmbaren 
Alternative zu der dargestel 1 ten Ausfiihrunqsfonn der Inforrnationsaufzeich- 
nung kann also ein Restteil des absorptionsf ahigen Materials (nit eirier 
Dicke, die sel bstverstandl ich kleiner als die urspriingl iche Schicht ist) 
die transparente Schicht 17 am Boden der Griibchen bedecken. 

Wenn die Lichtfrequenz eines Wiedergabebiindel s , das bei sp i el - 
weise m\t einem Laser erzeugt werden kann, in den vorgeqebenen Spektralbe- 
reich fa'llt, bei dem die obere und untere Schicht 19 bzw. 15 reflektieren 
und gieich Oder annahem gleich der Frzquenz ist, bei der durch die GrLib- 
chenbereicha der Anordnung 19 - 17 - 15 -13 eine Phasenausl uscr.ung bev/irkt 
wird, erhalt ran ein hohes Wiedergabekontrastverhal tni s , das ein Abspielen 
des Videosignals mit einem hohen Verbal tnis von Signal zu Rauschen ge- 
wahrleistet. 

8098^1/0745 
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In Fig. 3 ist die Abhangigkeit des Ref 1 exionsvermogens an der 
Oberflache des Auf zeichnungstragers gemafi Fig. 1 von der Dicke d^ der di- 
elektrischen Schicht f-iir die verschiedenen refiektierenden Schichten einer 
typischen Ausfiihrungsform der vorliegenden Aufzeichnungstragers dargestellt 
Die Kurve a stel 1 t das Reflexionsvermbgen der oberen Schicht 19 eines Auf- 
zeichnungstragers gemail Fig. 1 dar, die aus einer 30 nin (300 A) dicken 
Rhodiumschicht besteht. Die Kurven b und c stellen das Ref lexionsvenr.ogen 
einer unteren Schicht 15 aus Rhodium (100 nm bzw. 1000 A dick) bzw. Alumi- 
nium (20 nm bzw. 200 A dick) durch eine 30 nm bzw. 300 A dicke Luftschicht 
und die d iel ektri sche Schicht hindurch dar. 

In Fig. 4 ist die Abhangigkeit zwischen der Dicke der dielektri- 
schen Schicht und den Phasenwinkel an der Oberflache des Aufzeichnungs- 
tragers gercaft Fig. 1 fur den Fall eines Wiedergabebundel s mit einer Wellen- 
lange von 438 nrc (4830 A) dargestellt* der sich bei der Reflexion an den 
verschiedenen refiektierenden Schichten des Aufzeichnungstragers ergibt. 
Die Kurve a' steTit den Phasenwinkel des von der oberen refiektierenden 
Schicht 19 des Aufzeichnungstragers gema'R Fig. 1 ref 1 ektierten Lichtes 
dar. Da die obere Schicht 19 sich auf der diel ektrischen Schicht 17 befin- 
det, ist der Phasenwinkel des von dieser Schicht refl ektierten Lichtes 
unabhangig von den Snderungen der Dicke der dielektri schen Schicht 17. Die 
Kurven b* bzw. c' ceben den Phasenwinkel des Lichtes an, das von der aus 
Rhodium bzw. Aluminium bestehenden unteren refiektierenden Schicht re- 
flektiert wurde und die diel ektrische Schicht sowie eine 30 nm (3G0 A ) 
dicke Luftschicht durchlaufen hat. 

Aus Fig. 4 ist ersichtlich, daft eine Phasendif ferenz von 180 ° 
zwischen den Kurven a' und b' auftritt, wenn die diel ektrische Schicht 
eine Dicke von 57 ncn (570 A ) hat. In entsprechender Weise ergibt sich 
eine Schichtdicke von 61,5 (515 A) fur eine Phasendif ferenz von 130° 
zwishen den Kurven a 1 und c 1 - 
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Fur einen Aufzeichnungs traner genial der Erfindung, der mit einer 
Rhodium-Sil iciumdioxid-Rhodium-Struktur nit den oben erwahnten Parametern 
aufgebaut ist (d.h. bei dam die Dicks -der oberen Schicht 30 nm (300 A), 
die Dicke der dielektrischen Schicht 57 nm (570 A), die Oicke der unteren 
Schicht 100 nm (1000 A) and die WeHenlSnqe cies Lichtes des Uiedergabe- 
biindels 483 nm (4830 A) betragt), 1 apt sich das Reflektionsvenr/jnen R des 
durch das LichtbLindel gecrof fenen Gberflachenbereiches , der etwa zu glei- 
chen Teilen Griibcher.fi ache und unqestorte Umgebung (Stegbereich ) enthalt, 
mit Hiife der folgenden Gleichung errechnen: 

R = ( - \/~ 2 ) 2 

wobei R, das Refl exionsvermooen des unqestorten Oberfl acnenbereiches 
ur.d R^ das Ref I exionsveni-bgen der unteren Schicht ist. FUr R^ = 0,74 und 
&2 ~ 0*61 (gemaft Fig. 3) ergibt sich dann also ein Reflexionsvermogen von 
0,01 und das Kontrastverhal tnis fiir eine Aufzeichnung auf dem Aufzeich- 
nungstrager mit der Rhodium-Siliciumdioxid-Rhodium-Struktur ist dann etwj 
74:1. 

Noch bessere Ergebnisse erhalt man ir.it einer Rhodium-Si 1 iciun- 
dicxid-Aluminiuffl-Struktur mit den oben erwahnten Parametern (Dicke der 
oheren Schicht 30 nm (3Q0 A), Dicke der die] ektr ischen Schicht 61,5 nm 
(615 A), Dicke der unteren Schicht 20 nm (200 A) und Wellenlange des Wie- 
dergababundels 488 nm (4630 A);. Aus der obiqen Gleichung ergibt sich mit_ 
Ry = 0,74 und R 2 = 0,725 (aus Fig. 3) ein Ref 1 exionsvermdgen R = 8 x 10° 
das urn den Faktor 100 klein.er ist als das Ref lexionsvenr.dgen der Schicht- 
struktur mit der unteren Schicht aus Rhodium. 

Die Erfindung ist se 1 bstverstand I ich nicht auf die beispie * cw<?i 
beschriebenen Ausfuhrjngsforrnan gena ; 3 Fig. 1 i.*«d 2 beschrankt. Eeisnie':- 
weise kann das Substrat s~]hsi aus einen Manorial hohen Reflexionsver- jr v 
bestahen, sc da^ eire getrenr.te ref ] ek tierende Sen ich t fiir die 3ild*jr.g 
einar refl ektierenden Oberfl ache u.n :erhr.i b der transnaren ten Schicht 
benotigt wird. Da die reflefc tierende Schichr. oder Schichten kein breit- 
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bandigas Refl exionsvermoqen zu haben brauchen, kann anstella einer "e- 
tallschicht ein mehrschichtiger oder gegebenenrall s auch nur einschich- 
tiger diel ektri schor Reflektor verwendet werden. Die Information kann auf 
dcm beschriebenen Auf zeichnungstnner se 1 bs tvers tandlich auch unter Ver- 
wendung von anderen ootischen Aufzeichnungsformen und - arten aufgezeichnet 
warden, z.B. als gepulste holoqraohische Aufzeichnunn. 
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Dicke der diel. Schicht (nm) 



Fig. 3. 
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